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Зарегистрированы спектры излучения нейтрального гелия из плотной плазмы токового слоя. Вблизи двух интенсивных дипольно разрешенных спектральных линий гелия (
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Е) обнаружены дополнительные спектральные компоненты, соответствующие дипольно запрещенным радиационным переходам. Появление таких дополнительных спектральных компонентов обусловлено штарковским перемешиванием состояний близко расположенных уровней энергии атомов гелия под действием внутриплазменных электрических полей. 

Выполнены численные расчеты спектров излучения атомарного гелия в окрестности линий с длинами волн 
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Е. В расчетах учитывался как эффект Штарка, обусловленный действием микрополей заряженных частиц плазмы (электронов, ионов), так и эффект Доплера. Проанализирована роль нестатичных ионов в формировании профилей спектральных линий гелия.

На основе сравнения экспериментальных и теоретических спектров излучения нейтрального гелия получены данные о концентрации заряженных частиц в плазме токового слоя. 
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